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摘要(译)

提供了用于处理传感器数据和自校准的系统和方法。 在一些实施例中，
提供了能够基于初始灵敏度来校准连续分析物传感器，然后连续执行自
校准而不使用或减少使用参考测量的系统和方法。 在某些实施例中，通
过应用作为某些参数的函数的估计算法来确定分析物传感器的灵敏度。 
本文还描述了用于使用刺激信号确定分析物传感器的特性的系统和方
法。 传感器属性可用于补偿传感器数据的灵敏度漂移，或确定与传感器
相关的另一个属性，例如温度，传感器膜损坏，传感器电子器件中的水
分进入以及比例因子。
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